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光源作为一种基础的设备，在光通信、激光雷达、激光切割、激光医疗等各行各业广泛使用。在光源的研发、生产和测试过程中，面临测试速度慢、边模小信号寻找难、测试效率低等突出的问题。为解决上述问题，思仪科技的Ceyear 6362D光谱分析仪开发了针对性的测试功能。
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图1 Ceyear 6362D光谱分析仪

1.解决测试速度的问题
对于光源生产过程，往往需要更快的测试速度，来提高测试，生产效率，通常通过改变采样点数，灵敏度，扫描速度等操作，当Ceyear 6362D在“X2”速度模式下，单次扫描时间最快可达200ms，保证测试精度的同时，可以满足光源生产线的高速测试需求，节省工时成本。
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图2 光谱仪参数设置界面
2.解决精准测试问题 
在研发过程中，需要更精准的测试，Ceyear 6362D在“HIGH3”灵敏度下，动态范围最高可达78dB，可测得-90dBm的光谱，能够探测到功率更低的光信号，从而分辨出被淹没的边摸等小信号。
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图3 -90dBm光谱测试
3.提升测试效率的途径
Ceyear 6362D提供多种自动分析功能，例如DFB光源分析功能（如下图中所示）、LED光源分析功能、FP光源分析功能等，一次自动分析就可以得到多项激光器指标。同时，相关参数和测试结果也支持通过LAN、GPIB远程控制，可以大大提高测试效率。
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图4 DFB一键分析
作为新一代、高性能近红外光谱分析仪，Ceyear 6362D在大幅度提升测试效率的同时，测试分辨率、动态范围得到大幅度提升，更加满足各类光源的测试分析需求，为用户提供更好的测试体验。
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